
  

 

Zertifikat 
{ŜƭōǎǘǎŎƘƭƛŦŦ Ǿƻƴ 5ŀƴƛŜƭ wŜǎǘŜƳŜƛŜǊ млάCп όнрƳƳ .ƻǊƻŦƭƻŀǘύΣ 

unverspiegelt, Krümmungsradius = 2014mm 

Prüfdatum: 09.12.2014 

Prüfnummer: 142045020030 

Prüfer: Jörg Kneip 

 

Ergebnis der Prüfung: 

Strehl: 0,99  

RMS der Wellenfront: 1/66,67 Waves, RMS der Oberfläche: 1/133,33 Waves 

P.t.V. der Wellenfront: 1/8,33 Waves, P.t.V. der Oberfläche: 1/16,67 Waves 

Gemessen bei 532nm Wellenlänge. 

Bemerkung: Sehr guter Spiegel mit glatter Oberfläche, sehr wenig  

Astigmatismus und mit sehr guter sphärischer Korrektur.  Auf Grund dieser 

Eigenschaften besitzt der Spiegel eine nahezu perfekte Sternabbildung. 

Anlagen: 

- Interferometrische Auswertung (QuickFringe Version 4.56) 

- Interferogramme 

- Astigmatismus: Sterntest im ROC, Interferometer im ROC 

- Ronchigramm, Focaulttest, Phasenkontrasttest (Lyot) 

- Rauheitsanalyse am optischen 3D-Profiler 

- Reflexionsmessung nach Verspiegelung (Orion: Hilux-Coating)  



Mittelung aus 8 Interferogrammen (4 bei 0° + 4 bei 90° Drehung des Spiegels) 

  



Interferogramme 

 

 

 

  



 

 

 

  



Tests auf Astigmatismus 

 

 

Der Öffnungsfehler kann bei diesem Testaufbau nicht bestimmt werden. Der Test dient lediglich als 

Ausschlusstest für Astigmatismus. 



 

  



Ronchi, Foucault und Lyot-Test 

 

 

 

 



Rauheitsanalyse am optischen 3D-Profiler (lateral im Submillimeterbereich) 

nach Verspiegelung der Oberfläche 

Es wurde an 4 Stellen der 70% Zone des Spiegeldurchmessers gemessen. Gemessen wurde mit dem Nikon 

Interferometer Objektiv mit 5facher Vergrößerung. Die jeweils gemessene Fläche ist 1,228mm x 0,922mm groß.  

Ausreißer sind im Oberflächenbild rot markiert und wurden von der Auswertung ausgeschlossen. 

Messung 1: 

 

 
Statistische Größen der gesamten Fläche: 
Average value:    -1,2 nm 
Minimum:  -60,6 nm 
Maximum:  +57,0 nm 
Median:    -1,7 nm 
Ra:       3,7 nm 
Rms:       4,9 nm 
 
Rauigkeits-Parameter nach ISO über eine senkrechte Linie durch die Mitte des Bildes: 
Amplitude: 
Roughness average     (Ra):      1,4 nm 
Root mean square roughness    (Rq):      1,9 nm 
Average maximum height of the profile   (Rz):      11,4 nm 
Waviness average     (Wa):      3,0 nm 
Root mean square waviness    (Wq):      4,2 nm 
Waviness maximum height    (Wy=Wmax): 17,5 nm 
  



Messung 2: 
 

 
 
 
 
Statistische Größen der gesamten Fläche: 
Average value:     -1,2 nm 
Minimum:   -56,7 nm 
Maximum:  +60,1 nm 
Median:     -1,0 nm 
Ra:        4,2 nm 
Rms:        5,0 nm 
 
 
Rauigkeits-Parameter nach ISO über eine senkrechte Linie durch die Mitte des Bildes: 
Amplitude 
Roughness average    (Ra):       1,3 nm 
Root mean square roughness    (Rq):      1,7 nm 
Maximum height of the roughness   (Rt):      12,0 nm 
Average maximum height of the profile   (Rz):      10,9 nm 
Waviness average     (Wa):      3,9 nm 
Root mean square waviness    (Wq):      4,6 nm 
Waviness maximum height    (Wy=Wmax): 15,2 nm 
 
  


